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Forma zaliczenia

Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchacza do zagadnień diagnostyki uszkodzeń z wykorzystaniem modeli neuronowych.

Wymagania wstępne
Elementarna wiedza w zakresie metod sztucznej inteligencji

Zakres tematyczny
Struktury sieci neuronowych.
Modelowanie neuronowe i związane z nimi procesy optymalizacyjne.
Modelowanie systemów dynamicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.
Problem niepewności modelu przy modelowaniu neuronowym.
Projektowania struktur detekcji i lokalizacji uszkodzeń, odporne metody diagnostyczne.
Diagnostyka uszkodzeń urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych.
Przykłady zastosowań sztucznych sieci neuronowych w układach diagnostyki procesów przemysłowych.

Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się
Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć
Zna możliwości, wady i zalety sztucznych sieci neuronowych K_W01

K_U01
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
sprawdzian

Wykład

Wie jak skonstruować układ diagnostyczny z zastosowaniem sztucznych 
sieci neuronowych

K_W03
K_U03

aktywność w trakcie zajęć
dyskusja
sprawdzian

Wykład

Ma wiedzę w zakresie uzyskania odporności układów diagnostycznych K_U03 aktywność w trakcie zajęć
dyskusja
sprawdzian

Wykład

Warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze oraz uzyskanie pozytywnej 
oceny z egzaminu

Metody weryfikacji - wykład: kolokwium, egzamin w formie pisemnej



Składowe oceny końcowej = wykład: 100%
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